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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 3/2019/PN/DZP  

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą, instalacją oraz szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej do Pracowni Obrazowania Trójwymiarowego Komórek i Tkanek oraz Mikroskopii Korelacyjnej w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 Część nr 1. 
A. Dostawa systemu do badań ultrastruktury 3D komórek i tkanek na bazie wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego skaningowego z układem cięcia materiału nożem diamentowym wewnątrz urządzenia wraz instalacją i szkoleniem. 
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent, model*
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Wymagania ogólne systemu
1. System do badań ultrastruktury 3D komórek i tkanek na bazie wysokorozdzielczego mikroskopu elektronowego skaningowego musi umożliwiać: 

· wykonanie seryjnego skrawania bloczka z żywicy syntetycznej  zawierającego badaną próbkę nożem diamentowego z jednoczesnym obrazowaniem kolejno odsłanianych warstw próbki za pomocą detekcji elektronów wstecznie  rozproszonych;

· automatyczne obrazowanie skrawków seryjnych umieszczonych na waflu krzemowym lub innym podłożu za pomocą detekcji elektronów wstecznie  rozproszonych;

· obrazowanie ultrastruktury skrawków umieszczonych na siatkach do TEM za pomocą detektora STEM;

· obrazowanie topograficzne i materiałowe próbek za pomocą detekcji elektronów wtórnych i wstecznie  rozproszonych;

· korelację obrazów uzyskiwanych w mikroskopie elektronowym z użyciem wszystkich metod detekcji z obrazami zapisanymi podczas badań próbek w mikroskopie konfokalnym. 

2. Mikroskop musi być wyposażony w działo elektronowe z termiczną emisją polową FE (katoda Schottky’go) centrowaną poprzez systemy elektromagnetyczne.

3. Kolumna mikroskopu musi być wyposażona w dwukondensorowy układ soczewek zapewniający uzyskanie wysokich rozdzielczości podczas obserwacji z wysokimi prądami wiązki.

4. Mikroskop musi zapewnić możliwość wyboru energii  elektronów podczas obrazowania za pomocą detektora wewnątrz kolumnowego. Musi umożliwiać jednoczesną detekcję wewnątrz kolumnową elektronów wtórnych i wstecznie rozproszonych.

5. Mikroskop musi umożliwiać badanie próbek nieprzewodzących, bez artefaktów powstających w procesie ładowania badanej próbki  poprzez możliwość pracy w zmiennej próżni.  

Wymagane parametry mikroskopu elektronowego

1. Napięcia przyspieszające w zakresie przynajmniej od 20 V do 30 kV, zmieniane z krokiem nie większym niż 10 V. Dokładność ustawienia wartości napięcia nie gorsza niż ±10 V.

2. Rozdzielczość w trybie wysokiej próżni wynosząca przynajmniej:

- 0,7 nm przy 15kV

- 1,1 nm przy 1kV

- 1,1 nm przy 500V

- 1,5 nm przy 200V

Parametry muszą być uzyskiwane bez stosowania napięcia wstecznego przykładanego do stolika.

3. Rozdzielczość w trybie wysokiej próżni w analitycznej odległości pracy musi wynosić przynajmniej 2 nm przy 15 kV.

4. Rozdzielczość w trybie STEM musi wynosić przynajmniej 0,6 nm przy 30 kV.

5. Rozdzielczość w trybie zmiennej próżni nie może być gorsza niż:

- 1,0 nm przy 30Pa i 15kV,

- 1,4 nm przy 30Pa i 3kV.

6. Mikroskop musi zapewniać możliwość pracy w trybie zmiennej próżni z zakresem ciśnień przynajmniej od 5 Pa do 500 Pa, regulowane z krokiem nie większym niż 1 Pa.

7. W zakresie ciśnień od 5 Pa do 150 Pa musi być zapewniona możliwość obserwacji za pomocą detektorów wewnątrz kolumnowych SE i BSE.

8. Mikroskop musi zapewniać obrazowanie z powiększeniami przynajmniej od 15x do 2000000x dla obrazu w formacie nie większym niż 128mm x 96mm.

Wymagania w zakresie układu detekcji

1. Wewnątrz kolumnowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych z siatką filtrującą, umożliwiający filtrację elektronów ze względu na ich energię.

2. Wewnątrz kolumnowy detektor elektronów wtórnych, umieszczony osiowo z wiązką pierwotną.

3. Detektor elektronów wtórnych.

4. Detektor elektronów wstecznie rozproszonych, umożliwiający obrazowanie z wykorzystaniem przynajmniej czterech niezależnych kanałów, wsuwany automatycznie do komory.

5. Detektor elektronów przechodzących STEM, pracujący w trybach: BF, DF, ODF, HAADF.

6. Detektor elektronów wtórnych pracujący w trybie zmiennej próżni.

7. Dedykowany detektor elektronów wstecznie rozproszonych do obrazowania podczas pracy z wewnątrz komorowym ultramikrotomem, wsuwany automatycznie.

8. Mikroskop musi być wyposażony w układ zapewniający możliwość obrazowania próbek nieprzewodzących (bez wcześniejszego przygotowania) za pomocą przynajmniej czterech detektorów SE i BSE.

9. Mikroskop musi być wyposażony w przynajmniej dwie kolorowe kamery CCD z oświetlaczami do podglądu wnętrza komory.

Wymagania dotyczące komory mikroskopu i stolika

1. Konstrukcja komory musi zapewnić możliwość jednoczesnej pracy wszystkimi zainstalowanymi detektorami bez potrzeby ponownego ustawiania ostrości.

2. Komora mikroskopu musi być wyposażona w przynajmniej 10 portów sprzętowych.

3. Konstrukcja komory musi zapewnić możliwość zainstalowania przystawek analitycznych, dla których analityczna odległość pracy będzie nie większa niż 8,5 mm.

4. Wewnętrzne wymiary komory (nie mniej):

- średnica 330 mm,

- wysokość 270 mm.

5. Pięcioosiowy, automatyczny, eucentryczny stolik, sterowany za pomocą joysticka

6. Zakres ruchów stolika (nie mniejszy):

- 130mm w osi X

- 130mm w osi Y

- 50mm w osi Z

- pochył od -3º do 70º

- obrót 360º
7. Obciążalność stolika nie mniejsza niż 0,5kg

8. Powtarzalność ruchów stolika nie gorsza niż 3 µm (w płaszczyźnie XY).

Wymagania dotyczące systemu skanującego

1. Przynajmniej 15 prędkości skanowania od 25 ns do 1,64 ms.

2. Tryby skanowania:

- zmniejszony obszar,

- punktowy,

- liniowy,

- obrót skanu 360º,

- korekcja pochylenie próbki.
3. Możliwość zapisania obrazów o rozdzielczości przynajmniej 32 tys. x 24 tys. pikseli.

Wymagania dotyczące układu próżniowego

1. Automatyczna kontrola parametrów próżni dla wszystkich trybów pracy mikroskopu.

2. Pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 250 l/s.

3. Ciśnienie w trybie wysokiej próżni nie wyższe niż 2.0 x 10-4 Pa.

4. Ciśnienie w trybie zmiennej próżni w zakresie przynajmniej od 5Pa do 500Pa.

5. Zbiornik buforowy ograniczający czas pracy pompy rotacyjnej.

Wymagania dotyczące dekontaminacji komory mikroskopu

1. Mikroskop musi być wyposażony w urządzenie do czyszczenia komory z zanieczyszczeń węglowodorowych powstałych w trakcie wykonywania badań.

2. Urządzenie musi być w pełni zintegrowane z oprogramowaniem mikroskopu.
Wymagania dotyczące ultramikrotomu wewnątrzkomorowego 
1. Mikroskop musi być wyposażony w ultramikrotom wewnątrz komorowy do automatycznego skrawania o minimalnej grubości skrawania nie większej niż 15 nm.

2. Muszą być zamontowane: nóż diamentowy, stolik przedmiotowy x-y, połączenie z SEM, sterowanie przy pomocy komputera PC, oprogramowanie do akwizycji obrazu umożliwiające rejestrację typu „z-stack”, optyczny mikroskop pomocniczy do ustawiania próbki.

3. Zakres ruchów noża i/lub stolika w osiach x i y pozwalający na obrazowanie bloczka o wymiarach co najmniej 0,6 mm x 0,6 mm.

4. Dokładność ruchów stolika nie gorsza niż 50 nm.

5. Przesuw w osi z nie mniejszy niż 0,5 mm

6. Układ musi być wyposażony w kompensację ładowania próbek podczas obrazowania, polegającą na wprowadzaniu niewielkiej ilości gazu w obszar ponad próbką, nie pogarszającą warunków próżniowych w komorze mikroskopu.

7. W ramach dostawy jeden kompletny zapasowy nóż diamentowy do ultramikrotomu wraz z uchwytem. 

Wymagania dotyczące automatycznego obrazowania skrawków seryjnych

1. Mikroskop musi być wyposażony w uchwyt do mocowania wafli krzemowych o średnicy 4 cali, w celu obrazowania skrawków seryjnych umieszczonych na taśmie.

2. Mikroskop musi być wyposażony w oprogramowanie do automatycznego obrazowania skrawków seryjnych umieszczonych na taśmie.  

Wymagania dotyczące korelacji obrazów

1. Mikroskop powinien być  wyposażony w niezbędne oprogramowanie i osprzęt  do wykonania korelacji z mikroskopem konfokalnym opisanym w Punkcie B zadania 1.

2. Korelacja powinna być zapewniona dla każdego dostępnego powiększenia.

3. Korelacja powinna być zapewniona dla skrawków  umieszczonych na siatkach, waflach krzemowych i odpowiednio przygotowanych szkiełkach nakrywkowych i podstawowych.

4. Korelacja powinna być realizowana na podstawie specjalnych znaczników, zapewniających dodatkowy układ odniesienia. Znaczniki powinny być umieszczone na uchwytach próbek.

Urządzenie podtrzymujące zasilanie 

1. Urządzenie typu UPS on line

2. Moc urządzenia przynajmniej 6000VA

Czas podtrzymania przy 80% obciążenia przynajmniej 20 min.

Urządzenie neutralizujące negatywny wpływ pola elektromagnetycznego

1. Urządzenie musi zapewnić całkowitą eliminację szkodliwego wpływu pola elektromagnetycznego na jakość obrazowania z użyciem wszystkich detektorów i trybów pracy mikroskopu. 

2. Wyposażone w trzy cewki montowane w suficie powieszanym i na ścianach pomieszczenia.
Chłodziarka obiegu chłodzenia mikroskopu. 

1. Urządzenie pracujące w układzie woda lodowa – płyn w obiegu mikroskopu, z wbudowanym agregatem chłodniczym uruchamianym automatycznie w przypadku niewłaściwej temperatury wody lodowej. 

Układ eliminacji drgań podłoża

1. Dostarczany opcjonalnie w przypadku braku możliwości uzyskania  wymaganych w specyfikacji parametrów obrazowania (dotyczy całego okresu gwarancji).

Komputer  sterujący i oprogramowanie

1. Parametry komputera sterującego mikroskopem:

- procesor przynajmniej czterordzeniowy,

- pamięć RAM: min. 32 GB DDR,

- dyski: SSD min 256 GB, HDD min. 2 x 4TB

- karta graficzna min. 4GB,

- karta sieciowa 10 Gb/s RJ45, 

- dwa monitory min. LCD 24”

2. Zainstalowane oprogramowanie do 

- sterowania funkcjami mikroskopu oraz ultramikrotomu zainstalowanego w komorze;

- do automatycznego zbierania obrazów podczas seryjnego skrawania próbek;

- do automatycznego obrazowania wcześniej przygotowanych serii skrawków;

- do korelacji obrazów z mikroskopem konfokalnym; 

- do tworzenia rekonstrukcji 3D badanych próbek na podstawie zarejestrowanych obrazów.

Stanowisko do obróbki wyników

- dwuprocesorowa stacja robocza, co najmniej 8 rdzeni;

- pamięć RAM: min. 200 GB DDR;

- dyski: SSD min. 2 x 256 GB, HDD min. 3 x 4TB

- karta graficzna min. 8 GB;

- karta sieciowa 10 Gb/s RJ45

- dwa monitory min. LCD 24”

- oprogramowanie do przeglądania obrazów zarejestrowanych w mikroskopie oraz tworzenia rekonstrukcji 3D badanych próbek na podstawie zarejestrowanych obrazów

Stanowisko do automatycznych rejestracji wafli krzemowych i obrazów makroskopowych 

- układ optyczny apochromatyczny typu mono-zoom z automatyczną zmianą powiększenia głowicy w zakresie min. 0,7 x-11 x, 

- automatyka przesuwu stolika w osiach x,y w zakresie min. 150 x 100 mm,

- automatyka przesuwu w osi z,

- min. dwupozycyjny zmieniacz obiektywów,

- obiektyw 1x/0,25 o odległości roboczej min. 60mm

- obiektyw 2,3x/0,57 o odległości roboczej min. 10mm

- okulary 10x/min. FN=23,

- wbudowane wyjście do dokumentacji z kolorową  kamerą cyfrową typu CCD lub CMOS z gwintem typu C o efektywnej liczbie pikseli min. 6 milionów, wielkości chipa 12 mm x 10 mm 
(1 cal), 

- źródło zimnego światła do światła odbitego,

- oświetlacz światła przechodzącego, 

- uchwyt do wafli krzemowych o średnicy 4 cali,

- uchwyt do szkiełek podstawowych, 

- komputer sterujący wraz z oprogramowaniem do akwizycji obrazu.

Stanowisko do wstępnej inspekcji próbek 

- statyw mikroskopu z układem zoom 8:1

- optyka planapochromatyczna z oświetleniem przechodzącym i odbitym

- okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia 23mm

Wymagania pozostałe:

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019;
2. Bezpłatna opieka serwisowa przez okres 60 miesięcy, obejmująca wykonanie co najmniej jednego kompletnego przeglądu mikroskopu rocznie wraz z wymianą elementów podlegających naturalnemu zużyciu, takich jak np. katoda Schottky’go, sensory detektorów (z wyłączeniem noży diamentowych ultramikrotomu)
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	Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.
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B. Dostawa systemu mikroskopii korelacyjnej z odwróconym mikroskopem konfokalnym wraz instalacją i szkoleniem 
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent, model* 
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Wymagania ogólne systemu
1. System mikroskopii korelacyjnej z mikroskopem badawczym odwróconym wyposażonym w punktowy laserowy system konfokalny musi umożliwiać: 

· korelację badanych struktur na poziomie mikroskopu optycznego i skaningowego mikroskopu elektronowego wymienionego w Punkcie A Zadania 1 przy pomocy zintegrowanego lub kompatybilnego oprogramowania oraz dedykowanych uchwytów do siatek TEM i szkiełek nakrywkowych;
· obrazowanie konfokalne z detekcją super- rozdzielczą,

· rejestrację obrazu z użyciem fluorescencji szeroko-polowej oraz kontrastu różnicowo-fazowego,

· inkubację komórek i tkanek w kontrowanych warunkach temperatury, stężenia dwutlenku węgla oraz wilgotności.  

Wymagane cechy konstrukcyjne i parametry mikroskopu badawczego odwróconego z punktowym, laserowym systemem konfokalnym

1. Statyw z wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o minimalnym kroku maks. 10 nm. 

2. Min. 3 porty optyczne w mikroskopie umożliwiające jednoczesne podłączenie głowicy skanującej, innych urządzeń dokumentacyjnych oraz obserwację.
3. Automatyczne obniżanie i podnoszenie obiektywów do płaszczyzny fokalnej np. do zmiany preparatu, czy zakropienia olejku immersyjnego.

4. Tubus o kącie pochylenia 45˚, z automatyką odcięcia światła od okularów.

5. Pole widzenia mikroskopu min. FN=23.

6. Dwa okulary o polu widzenia min. FN=23, oba z korekcją dioptrii.

7. Stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach x,y, z uchwytem szkiełek, naczyń wielodołkowych oraz szalek Petriego (przesuw za pomocą joysticka oraz oprogramowania).

8. Zmotoryzowany rewolwer obiektywowy na min. 6 obiektywów.

9. Obiektywy korygowane na nieskończoność o standardowej długości optycznej 45 mm: 

· 3 obiektywy planarne, fluorytowe (powiększenie / min. apretura numeryczna / min. odległość robocza)

- 10x / 0,30 / min. 5 mm, 

- 20x /0,40 / min. 8,4 mm, obiektyw z pierścieniem korekcji grubości szkła w zakresie min. 0-1,5 mm

- 40x / 0,60 / min. 3,3 mm, obiektyw z pierścieniem korekcji grubości szkła w zakresie min. 0-1,5 mm

· 3 obiektywy planapochromatyczne (powiększenie / min. apretura numeryczna / min. odległość robocza)

- 20x / 0,80 / min. 0,55 mm, 

- 40x / 1,20 / min. 0,28 mm, wodny, korekcja na grubość szkiełka nakrywkowego regulowana w zakresie min. 0,14-0,19 mm

 - 63x  / 1,40 / min.  0,19 mm, olejowy

10. Kondensor motoryczny z aperturą numeryczna min. 0,55 i odległością roboczą min. 26 mm z elementami do kontrastu DIC dla obiektywów 20x, 63x oraz elementami do kontrastu reliefowego dedykowanego do pracy z naczyniami z tworzyw sztucznych dla obiektywów 20x i 40x.

11. Zmotoryzowany rewolwer na min. 6 filtrów fluorescencyjnych.

12. Zestaw czterech filtrów fluorescencyjnych pasmowych (pojedynczych) umożliwiający obserwację takich fluorochromów jak: DAPI, GFP, rodamina, Cy5.

13. Filtr wielopasmowy (potrójny) do barwników DAPI, Alexa 488, Alexa 568 

14. Oświetlacz halogenkowy (halidkowy) do fluorescencji o mocy min. 120W z regulacją natężenia świecenia, podłączenie światłowodowe do statywu mikroskopu.

15. Lampa do światła przechodzącego typu LED o temperaturze barwowej 5600 K i żywotności min. 10 000 godzin - montowana bezpośrednio na statywie mikroskopu.

16. Regulacja natężenia świecenia obu lamp ze wskazaniem nastawionej wartości.

17. Zmotoryzowana przesłona lampy fluorescencyjnej (automatyczne zamykanie i otwieranie przesłony oświetlenia fluorescencyjnego).

18. Współosiowa śruba z pokrętłami mikro/makrometrycznymi położonymi z obu stron statywu.

19. Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.).

20. Sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu dodatkowo poprzez dotykowy panel LCD umożliwiający podgląd ustawionych wartości, możliwość przekładania przez użytkownika panela LCD i mocowania bezpośrednio na mikroskopie lub w zewnętrznej stacji dokującej.

21. Umieszczony poza statywem (dla eliminacji przepięć i zakłóceń elektrycznych) zewnętrzny zasilacz sieciowy mikroskopu.

Wymagania dotyczące układu do rejestracji konfokalnych 

1. Zestaw laserów oraz sterowanie zapewniające niezależną pracę ze wszystkimi dostępnymi wzbudzeniami:

- laser diodowy lub ciała stałego 405nm, maksymalna moc 5mW

- laser diodowy lub ciała stałego 488nm, maksymalna moc 10mW

- laser diodowy lub ciała stałego 561nm, maksymalna moc 10mW

- laser diodowy lub ciała stałego 640nm, maksymalna moc 5mW.

2. Układ modulacji zapewniający płynne sterowanie mocą wszystkich linii laserów w zakresie 0-100% oraz ich wygaszania i selekcji linii.

3. Apochromatyczna, zmotoryzowana w osiach x,y, o płynnie regulowanej wielkości przysłona konfokalna.

4. Programowa procedura automatycznego ustawiania optymalnej pozycji przesłony konfokalnej.

5. Układ detekcji pracujący w zakresie min. 400-720 nm., z minimum dwoma fizycznymi fotopowielaczami (2 detektory) do jednoczesnej rejestracji wzbudzonej fluorescencji, umożliwiający rejestrację klasyczną oraz spektralną, rozdzielczość skanowania ustawiana w zakresie do min. 6000 x 6000 pikseli.

6. Detekcja z wykorzystaniem min. 2 ultraczułych detektorów typu GaAsP, możliwość jednoczesnego wykorzystania detektorów w trybie rejestracji klasycznej lub spektralnej.

7. Detekcja spektralna w zakresie min. 450-650 nm, nastawiana z dokładnością min. 1 nm.

8. Detektory konfokalne oraz inne elementy układu detekcji umieszczone razem ze skanerem w jednej głowicy konfokalnej, montowanej bezpośrednio na porcie mikroskopu – brak połączeń światłowodowych pomiędzy detektorami, a mikroskopem.

9. Dodatkowy fotopowielacz (detektor) do światła przechodzącego działający z dowolną linią laserów, niezależny od detektorów do rejestracji fluorescencji

10. Możliwość jednoczesnej rejestracji obrazów na wszystkich detektorach.

11. Układ skanujący o stałej, liniowej wartości przesuwu z 2 lustrami galwanometrycznymi.

12. Możliwość dowolnego obrotu układu skanującego o 360˚ z dokładnością 1˚, dowolny obrót luster galwanometrycznych bez przerywania procesu skanowania.

13. Prędkość skanowania umożliwiająca rejestrację min. 8 ramek na sekundę przy obrazach o rozdzielczości 512x512 pikseli.

14. Dodatkowa możliwość zwiększenia prędkości skanowania poprzez skanowanie krokowe, czyli co określoną wartość linii i interpolacji danych w liniach pominiętych.

15. Układ skanujący z możliwością regulacji szybkości skanowania (min. 16 różnych nastaw).

16. Tryby skanowania: linie oraz obrazy dwuwymiarowe w osiach xy, xz, yz, obrazy trójwymiarowe w osiach xyz oraz wszystkie te kombinacje dodatkowo rejestrowane w sekwencjach czasowych.

17. Możliwość skanowania jedno- lub dwu- kierunkowego.

18. Tryb skanowania równoległego oraz sekwencyjnego, umożliwiający rejestrację wielokanałową (możliwość podglądu wszystkich kanałów oraz ich nałożenia)

19. Możliwość definiowania sekwencji czasowych z opcją fotoaktywacji lub fotowypalania (pojedynczego lub sekwencyjnie powtarzającego się) w dowolnym obszarze, dowolną linią laserów, z dowolną mocą.

20. Zmiana powiększenia optycznego głowicy skanującej (zoom optyczny) regulowana w zakresie min. od 0,5 x do 40 x z krokiem min. 0,1.

21. Rejestracja obrazów w trybie 8 i 16 bitowym we wszystkich kanałach (także w kanale światła przechodzącego).

22. Możliwość automatycznej kompensacji zmian jasności podczas rejestracji obrazów 3D poprzez regulację intensywności wykorzystywanej mocy laserów lub czułości detektorów wraz ze zmianą w osi z.

23. Dowolnie definiowany kształt obszarów, w których odbywa się skanowanie, odwzorowywany z dokładnością piksela (przy skanowaniu kilku obszarów, możliwość wyboru różnych mocy i linii laserów).

24. Wszystkie parametry głowicy skanującej ustawiane automatycznie oraz zapisywane wraz z rejestrowanym obrazem, możliwość odtworzenia wszystkich parametrów za pomocą jednego przycisku.

25. Sterowanie systemem skanującym poprzez elektronikę pracującą w czasie rzeczywistym (możliwość niezależnej rejestracji obrazu oraz analizy wcześniej zapisanych danych)

Wymagania dotyczące układu detekcji super-rozdzielczej 

1. Układ detekcji super-rozdzielczej o rozdzielczość obrazowania min. 140nm w osiach X,Y oraz 400nm w osi Z (przy długości fali ok. 488nm).

2. Równoległa detekcja sygnału z punktu centralnego oraz otaczających go dookoła minimum dwóch warstw pikseli, dla każdego z punktów rejestracja odpowiadająca otwarciu średnicy konfokalnej do wartości maks. 0,25 AU (Airy Unit). 

3. Równoległa detekcja sygnałów z wykorzystaniem min. 20 ultraczułych detektorów typu GaAsP.

4. Wydajność kwantowa na poziomie min. 45%.

5. Możliwość zastosowania do obrazowania super-rozdzielczego wszystkich laserów dostępnych w mikroskopie.

6. Układ współpracujący z klasycznym skanerem konfokalnym do rejestracji punktowej.

7. Możliwość wykorzystania detektora do klasycznej rejestracji konfokalnej, równolegle z pozostałymi detektorami.

8. Obsługa detektora poprzez oprogramowanie współpracujące z główną jednostką konfokalną.

Wymagania dotyczące obrazowania za pomocą kamery cyfrowej

1. Monochromatycza kamera cyfrowa z gwintem typu C:

2. Efektywna liczba pikseli: min. 6 milionów pikseli (min. 2750 x 2200 pikseli)

3. Przetwornik obrazu min. 1”, wielkość przetwornika min.: 12 mm x 10 mm (przekątna 16 mm)

4. Wielkość piksela min.: 4.5 μm x 4.5 μm

5. Głębia odcieni szarości min. 14 bitów

6. Wbudowane chłodzenie w układzie Peltier, regulowane do min. 18ºC

7. Czasy ekspozycji regulowane w zakresie min.: 1ms – 60s

8. Prędkość rejestracji min. 19 ramek na sekundę przy pełnej rozdzielczości

9. Funkcja binning min. od 1x1 do 5x5

10. Pojemność prądowa dla każdego piksela przed osiągnięciem wysycenia (full well capacity): min. 15.000 e

11. Prąd ciemny (dark current): nie większy niż 0.06 e/p/s

12. Podłączenie do komputera za pomocą złącza USB 3.0 (transfer danych oraz niezależne zasilanie)

Wymagania w zakresie inkubacji komórek i tkanek 

1. Duży inkubator obejmujący statyw mikroskopu. 

2. Uchwyt preparatów na szkiełka typu LabTek z kontrolą temperatury i atmosfery.

3. Regulacja temperatury całego wnętrza inkubatora oraz niezależnie uchwytu preparatów na szkiełka typu LabTek.

4. Regulacja poziomu dwutlenku węgla z kontrolą poziomu wilgotności.

Wymagania dotyczące korelacji obrazów

1. Mikroskop powinien być  wyposażony w niezbędne oprogramowanie i osprzęt do wykonania korelacji z elektronowym mikroskopem skaningowym opisanym w punkcie A części nr 1.

2. Korelacja powinna być zapewniona dla skrawków  umieszczonych na siatkach, waflach krzemowych i odpowiednio przygotowanych szkiełkach nakrywkowych i przedmiotowych.

3. Oprogramowanie zintegrowane lub kompatybilne z oprogramowaniem mikroskopu elektronowego opisanego w punkcie A części nr 1 musi wspierać identyfikację wybranych miejsca w mikroskopie konfokalnym i elektronowym. 

4. Oprogramowanie musi zapewnić automatyczną akwizycję obrazu skrawków seryjnych (całych lub wybranych fragmentów) w mikroskopie świetlnym, ułożenie obrazów w stos z, rekonstrukcję 3D, korelację obrazów w stosie. 

5. Mikroskop musi być wyposażony w uchwyty do szkiełek nakrywkowych oraz do siatek TEM umożliwiające precyzyjną kalibrację pozycji w mikroskopie konfokalnym oraz mikroskopie elektronowym skaningowym opisanym w punkcie A Części nr 1. Należy dostarczyć adaptery umożliwiające obserwację próbek umieszczonych w w/w uchwytach w mikroskopie skaningowym z użyciem detektorów STEM (siatki) lub BSE i SE (szkiełka).  
Wymagania dotyczące komputera sterującego i oprogramowania 

1. Zestaw komputerowy do analizy danych o parametrach umożliwiających wydajną pracę mikroskopu, w tym. m.in. RAM: min. 16 GB, dysk 2 x 256 GB SSD oraz 2 x 4 TB SATA 7200 rpm, karta graficzna min. 2 GB, karta sieciowa 10 Gb/s RJ45. 
2. Monitor LCD min. 27’’ rozdzielczość: min.  2560 x 1440 pixeli.

3. Funkcja zapisywania istotnych parametrów skanowania wraz z obrazem, możliwość automatycznego odtwarzania tych parametrów.

4. Pełna obsługa automatycznych komponentów mikroskopu, stolika oraz głowicy skanującej z poziomu oprogramowania.

5. Prezentacja obrazu w skali szarości, pseudokolorach lub skalach barwnych.

6. Rekonstrukcja i animacja 3D.

7. Pomiary intensywności świecenia wzdłuż dowolnej krzywej, pomiary średniej intensywności świecenia z dowolnie wybranego obszaru.

8. Pomiary zmian intensywności świecenia w czasie, w wybranym obszarze. 

9. Pakiet do analizy kolokalizacji sygnałów z możliwością podglądu nakładających się punktów na obrazie oryginalnym, wykres kolokalizacji oraz dane liczbowe z możliwością eksportu.

10. Pakiet „channel unmixing” do programowego separowania sygnałów o nakładających się widmach.

11. Pakiet do prezentacji obrazów wysokorozdzielczych z pakietem do dekonwolucji obrazów.

12. Pakiet umożliwiający współpracę z automatycznym przesuwem stolika w celu rejestracji obrazu z kilku wybranych miejsc na preparacie oraz do składania większych obrazów z sąsiadujących pozycji rejestrowanego obrazu.

13. Pakiet umożliwiający rejestracje w czasie, z możliwością definiowania częstotliwości akwizycji obrazu oraz fotowyświecania/fotoakwizycji.

14. Pakiet do automatycznej akwizycję obrazu skrawków seryjnych (całych lub wybranych fragmentów) w mikroskopie świetlnym, ułożenie obrazów w stos z, rekonstrukcję 3D. 

15. Pomiary geometryczne (odległość, obwód), nanoszenie skali, opisów, wskaźników itp.

16. Możliwość importu oraz eksportu danych do powszechnie wykorzystywanych formatów np. tif, gif, jpg, bmp, avi, mov

17. Darmowe oprogramowanie dla dowolnej ilości użytkowników umożliwiające pracę z bazą danych obrazowych zarejestrowanych przy pomocy mikroskopu, odtwarzanie animacji (3D, 4D), nakładanie opisów i wskaźników, rzeczywista skala, pomiary interaktywne, import oraz export danych, funkcja drukowania.

18. Drugi klucz licencyjny z pełnym oprogramowaniem licencjonowanym do analizy.

Stół antywibracyjny tłumiący drgania 

1. Stół pod mikroskop z systemem aktywnej absorpcji wibracji o wymiarach ok. 1200 mm x 750 mm, z kompresorem powietrza.

2. Nagwintowane w blacie stołu otwory metryczne umożliwiające montaż mikroskopu oraz elementów dodatkowych.

Wymagania pozostałe:

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019. 
	
	
	sztuka
	1
	
	

	
	Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.

	Razem wartość brutto: 
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OGÓŁEM WARTOŚC BRUTTO CZĘŚĆ NR 1 – (poz. A + poz. B) - ……………………………..PLN

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………….)

 Część nr 2. Dostawa automatycznego taśmowego systemu ultramikrotomowego wraz instalacją i szkoleniem
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent, model* 
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	 Wymagania w zakresie konstrukcji i parametrów funkcjonalnych ultramikrotomu z taśmowym systemem zbierania skrawków:

1. Automatyczny posuw preparatu z silnikiem krokowym w zakresie co najmniej 200 µm.

2. Realizowany mechanicznie przesuw ramienia cięcia w obu kierunkach, umożlwiający płynne cięcie twardych preparatów.

3. Blok noża obracany w zakresie 360°, wyposażony w precyzyjny mechanizm z regulacją kąta nachylenia noża, ze skalą 1° w zakresie od -2° do +15°.

4. Precyzyjne, manualne ustawianie noża za pomocą śrub mikrometrycznych  w kierunkach N-S oraz W-E z płynną regulacją przesuwu.

5. Regulowana szybkość cięcia preparatów na ultramikrotomie w minimalnym zakresie od: 0,1mm/s do 100 mm/s

6. Możliwość krojenia preparatów w minimalnym zakresie skrawków ultracienkich i semicienkich od 1 nm do 15 µm z możliwością zapamiętania ustawień dla min. 4 użytkowników.

7. Oświetlenie dolne jak również przez preparat diodami LED z regulowaną jasnością.

8. Oświetlenie górne poruszające się z mikroskopem stereoskopowym i z regulacją kierunku świecenia.

9. Mikroskop stereoskopowy 7.7 :1 z minimalnym zakresem powiększeń od 6,5 do 50 razy montowany na ultramikrotomie wraz z kontrolą pochyłu eucentrycznego.  Mikroskop winien być wyposażony w kolorową kamerę z minimalna rozdzielczością 1.3 mega pikseli do rejestracji obrazu z mikroskopu.

10. Przełącznik nożny do sterowania pracą ultramikrotomu.

11. Taśmowy system seryjnego zbierania ciętych skrawków na taśmę sprzężony z sterowaniem ultramikrotomu. 

12. Uchwyt do zbierania seryjnego skrawków na podłoża.

13. Wbudowane podpory rąk. 

14. Sterowanie urządzeniem za pomocą oddzielnego panelu elektronicznego lub jednostki sterującej klasy PC z dotykowym wyświetlaczem.

15. Możliwość współpracy z komputerem zewnętrznym w zakresie sterowanie pracą ultramikrotomu oraz wyświetlania i akwizycji obrazu z kamery mikroskopu. 

Wymagania w zakresie wyposażenia dostarczanego wraz z ultramikrotomem i taśmowym systemem zbierania skrawków

1. Dedykowanego do ultramikrotomu stół antywibracyjny z poziomą i pionową izolacją powietrzną i kompresorem. Stół musi mieć możliwość łatwego montażu systemu do zbierania skrawków na taśmie. 

2. Co najmniej jeden uniwersalny uchwyt preparatu i jeden płaski uchwyt preparatu oraz zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych umożliwiających pracę z urządzeniem, w tym taśmy do zbierania skrawków oraz co najmniej trzy wafle krzemowe o średnicy 4 cali.

3. Stacja do naklejania taśm na wafle krzemowe.

4. Nóż diamentowy do cięcia preparatów o szerokości 4 mm, przystosowany do zbierania skrawków na taśmie i podłożach stałych. 

5. Nóż diamentowy do trymowania bloczków.

6. Komputer wraz z oprogramowaniem do sterowania pracą ultramikrotomu z taśmowym systemem zbierania skrawków oraz  wyświetlania i akwizycji obrazu z kamery mikroskopu.

7. Zainstalowany na komputerze sterującym ultramikrotomu program do zdalnego wsparcia serwisowo-aplikacyjnego przez połączenie internetowe.

8. Dejonizator do odprowadzania ładunków.

9. Łamarka do noży szklanych do ultramikrotomu wykorzystująca łamanie pasków z noży szklanych metodą typu „balanced break”, wyposażona w sensor i cyfrowy wyświetlacz pozwalający na precyzyjne ustawienie siły nacisku podczas procesu łamania, umożliwiająca  wykonywania noży o grubości min. do 8mm.

10. Dwa ergonomiczne fotele do pracy z ultramikrotomem.
Wymagania pozostałe:

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019.
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	Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.
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Część nr 3.  Dostawa automatycznego skanera do preparatów histologicznych wraz instalacją i szkoleniem
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent, model* 
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	1. Skaner  musi umożliwiać: 

· skanowanie standardowych preparatów mikroskopowych w polu jasnym oraz we fluorescencji;

· jednorazowy załadunek min. 200 preparatów do skanowania automatycznego; 

· tryb skanowania ciągłego, bez konieczności  zatrzymywania procesu skanowania w celu dołożenia nowych preparatów;

· skanowanie preparatów mikroskopowych o wymiarach w zakresie nie mniejszym niż  75-76 mm x 25-26 mm x  0.9-1,2 mm.

2. Wymagane sposoby i algorytmy pracy skanera: 

· automatyczne podawanie preparatów do skanowania; 

· podgląd wstępny preparatu w jasnym polu;  

· podgląd ciemnego pola;

· odczyt pola opisu oraz kodu kreskowego (1D i 2D) i zapisanie tych danych razem z obrazem preparatu;

· automatyczny i ręczny wybór obszaru skanowania;

· skanowanie typu „area  scanning”, polegające na akwizycji obrazu poszczególnych pól widzenia pod powiększeniem obiektywu, a następnie ich złożeniu w jeden obraz preparatu; 

· poruszanie się po widoku preparatu pod powiększeniem obiektywu 20x lub 40x przed rozpoczęciem skanowania w celu wyboru interesujących obszarów;

· kompensacja nierównomierności oświetlania w jasnym polu i czerni we fluorescencji – obraz wynikowy bez widocznych różnic w intensywności tła; 

· zbieranie obrazów typu „Z-stack” lub równoważnych – skanowanie preparatów na wielu poziomach ogniskowania (min. 25 warstw, dystans między warstwami nie gorszy (większy) niż 0,2 µm);

· tworzenie obrazów typu „extended focus” lub równoważnych - skanowanie preparatów na wielu poziomach ogniskowania (min. 25 warstw, dystans między warstwami nie gorszy niż 0,2 µm) i zapis jednego obrazu o zoptymalizowanej jakości;

· format zapisu skanów z opcja kompresji do m.in. JPEG/JPED2000/JPEGXR.

3. Wymagania konstrukcyjne skanera:

· elementy mechaniczne wraz z optyką i kamerami umieszczone we wspólnej obudowie;

· min. 2 obiektywy z automatyczną, zmotoryzowaną ich zmianą, o parametrach minimalnych: 1) Plan Apochromat o powiększeniu 20x / N.A. 0.8, 2) Plan Apochromat o powiększeniu 40x / N.A. 0.95 (podać producenta i nazwy);

· kamera do pola jasnego typu CMOS zapewniająca rozdzielczość rejestrowanego obrazu niż gorszą niż 0,25 mikrometra/piksel  przy obiektywie 20 x oraz 0,15 mikrometra /piksel  przy obiektywnie 40x (podać producenta i nazwę);
· kamera do fluorescencji typu CMOS zapewniająca rozdzielczość rejestrowanego obrazu niż gorsza niż 0,35 mikrometra /piksel  przy obiektywie 20 x oraz 0,20 mikrometra /piksel  przy obiektywnie 40x (podać producenta i nazwę);
· źródło światła dla fluorescencji typu „solid state light” o zakresie spektrum w zakresie minimum 380-680 nm i zmieniaczem filtrów (podać producenta i nazwę);
· zmieniacz filtrów do fluorescencji umożliwiający zainstalowanie min. 9 kostek z filtrami fluorescencyjnymi;

· filtry do fluorescencji załączone do zestawu:

· filtr poczwórny optymalizowany do barwników DAPI / FITC / TRITC / Cy5 bez przesunięcia (podać producenta i nazwę); 
· filtr potrójny optymalizowany do barwników DAPI / FITC / Texas Red bez przesunięcia  (podać producenta i nazwę);
· filtr pojedynczy do barwnika  DAPI bez przesunięcia (podać producenta i nazwę); 

· filtr pojedynczy do FITC bez przesunięcia; 

· filtr pojedynczy do barwnika mCherry bez przesunięcia (podać producenta i nazwę);
· filtr pojedynczy do barwnika Cy5 bez przesunięcia (podać producenta i nazwę);
· stacja robocza dedykowana przez producenta skanera do sterowania urządzeniem, zapewniająca płynną pracę zestawu, o parametrach minimalnych: dwa procesory, min. 64 GB RAM, min. 3 x 4 TB HDD, DVD –RW, karta sieciowa 10Gb/s  RJ45, system operacyjny, monitor o przekątnej minimum 29 (podać producenta i pełną konfigurację )”; 

· w zestawie komplet magazynków na co najmniej 500 standardowych preparatów.

4. Oprogramowanie skanera musi umożliwiać 

· pracę skanera w trybie manualnym i automatycznym;

· regulację parametrów skanowania (m.in. działania funkcji autofokus) i zapisu obrazu (m.in. poziomu kompresji ) oraz tworzenie nowych trybów skanowania;

· przypisanie innego profilu skanowania osobno dla każdego pojedynczego preparatu;

· generowanie wstępnego obrazu preparatu bez konieczności skanowania;

· regulację działania funkcji automatycznej detekcji tkanki na preparacie;

· funkcję usuwania zbędnych obszarów preparatu;

· obsługę funkcji „z-stack” lub równoważnej

· obsługę funkcji „extended Focus”  lub równoważnej.

5. Oprogramowania do przeglądania preparatów wirtualnych musi umożliwiać: 

· wyświetlanie zeskanowanych preparatów z możliwością płynnej zmiany powiększenia i obrotu skanu;

· zastosowanie dodatkowego powiększenie (lupa) dla oglądanego pod danym powiększeniem fragmentu preparatu;

· wykonywanie pomiarów morfometrycznych (min. długość, pole powierzchni, obwód);

· przemieszczanie się wzdłuż i wszerz obrazu z poziomu podglądu całego preparatu;

· wyświetlanie min. 5 preparatów jednocześnie z możliwością synchronizacji ich widoku w trybie porównawczym;

· tryb umożliwiający stopniowe przenikanie się widoku minimum 5 preparatów w celu oceny tych samych obszarów tkanki wybarwionych za pomocą innych technik;

· dodawanie komentarzy i znaczników, czyli definiowanie określonej części próbki przez rysunek i opis, wyszukiwanie i odczytywanie wcześniej wykonanych adnotacji;

· podgląd kodu kreskowego znajdującego się na szkiełku zeskanowanego preparatu lub pola jego opisu; 

· funkcję zwiększenia kontrastu obrazu cyfrowego aby wyostrzyć mało widoczne cechy preparatu tzw. kontrast interferencyjny; 

· możliwość otwierania dodatkowych modułów do analizy obrazów immunohistochemicznych bezpośrednio w oknie przeglądarki wirtualnych preparatów;

· w wersji pełnej lub z ograniczoną funkcjonalnością musi być dostępne do bezpłatnego pobrania ze strony www.
6. Oprogramowanie do analizy obrazu musi zwierać wbudowane moduły  do zaawansowanej analizy preparatów barwionych metodami immunohistochemicznych, w tym:

· moduł umożliwiający detekcję i rozróżnianie różnych struktur tkankowych, np. nowotwór, stroma (podać producenta i nazwę)
· moduł pozwalający na ocenę IHC jądrowej (podać producenta i nazwę);
· moduł umożliwiający analizę IHC błon komórkowych (podać producenta i nazwę);
· moduł umożliwiający analizę IHC cytoplazmy (podać producenta i nazwę);
· moduł umożliwiający łatwą i szybką analizę obrazu na podstawie intensywności wybarwienia (podać producenta i nazwę).

7. Wymagania pozostałe:

· urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019;

· bezterminowa licencja na całość; oprogramowania, bez ograniczeń co do ilości analizowanych przypadków.
Wykonawca musi podać producenta i nazwę elementów podkreślonych w powyższym opisie. Brak producenta i nazwy ww. elementów spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.
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	Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.

	Razem wartość brutto: 
	


             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)
Część nr 4. Dostawa suszarki w punkcie krytycznym wraz instalacją i szkoleniem
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent, model* 
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Wymagania w zakresie konstrukcji i parametrów funkcjonalnych suszarki w punkcie krytycznym 
1. W pełni zautomatyzowana suszarka próbek w punkcie krytycznym pozwalająca na wysuszenie próbek biologicznych z zachowaniem ich struktury.

2. Urządzenie umożliwiające zaprogramowanie i automatyczne przeprowadzenie procesu suszenia próbki.

3. Sterowanie urządzeniem przy pomocy przycisków na kolorowym ekranie dotykowym.

4. Konstrukcja umożliwiająca podgląd przygotowywanego preparatu.

5. Komora suszarki o średnicy nie mniejszej niż 31 mm.

6. Możliwość precyzyjnej regulacji przepływów za pomocą zewnętrznych pokręteł.

7. Ogrzewanie próbki w zakresie nie mniejszym niż od 33° do 43 °C z możliwością schodzenia do temperatury nie większej niż 5°C.

8. Szybkość grzania komory w zakresie nie mniejszym niż od 1°C do 3°C na minutę.

9. Czas chłodzenia komory mniejszy niż 60 sek. do temp 5°C.

10. Maksymalne ciśnienie robocze nie większe niż 79 bar.

11. Możliwość samodzielnej wymiany elementów zużywalnych takich jak filtry CO2.

12. Zintegrowany pojemnik na zużyty CO2/Etanol (Aceton).

13. Biblioteka z zapisanymi programami użytkownika.

14. Zawór bezpieczeństwa detekcji zbyt wysokiej temperatury lub ciśnienia.
Wymagania w zakresie wyposażenia dostarczanego wraz z napylarką 
1. Wąż do dostarczania płynnego dwutlenku węgla z pokryciem teflonowym.

2. Zewnętrzny filtr usuwający cząstki większe nie 0,5 mikrometrów

3. Miernik przepływu.

Wymagania pozostałe:

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019;
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	Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.

	Razem wartość brutto: 
	


             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 5. Dostawa napylarki próżniowej wraz instalacją i szkoleniem
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent, model* 
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Wymagania w zakresie konstrukcji i parametrów funkcjonalnych napylarki wysokopróżniowej do napylania magnetronowego oraz ewaporacji węglowej wraz z wyposażeniem
1. Napylarka wysokopróżniowa wyposażona w pompę próżni wstępnej oraz pompę turbomolekularną o wydajności co najmniej 70l/s

2. Komora ze szkła boro-krzemowego o minimalnych wymiarach: średnica wewnętrzna min. 120 mm, wysokość min. 125 mm 

3. Dodatkowa komora o wysokości powyżej 200 mm do napylania dużych próbek.

4. Osłona wykonana z przezroczystego materiału, która zabezpiecza użytkownika przy ewentualnej implozji komory próżniowej. 

5. Stolik obrotowy o regulowanej wysokości i minimalnej średnicy 50 mm.

6. Wymienna głowica do napylania metalami szlachetnymi w trybie napylania plazmowego.

7. Głowica do ewaporacji z prętów węglowych.

8. Sterowanie zrealizowane z poziomu panelu dotykowego bez konieczności używania dodatkowych jednostek komputerowych. 

9. Możliwość wstępnego zaprogramowania procesu napylania. 

10. Automatyczna detekcja głowicy i ustawianie ich parametrów w systemie. 

11. Możliwość napylania przez okres co najmniej 60 min. przy zachowaniu stałego ciśnienia w komorze. 

12. Utrzymanie próżni w komorze przy wyłączonym urządzeniu. 

13. Monitor grubości napylonej warstwy pozwalający na automatyczną kontrole napylanej grubości.

14. System do wyładowań jarzeniowych przeznaczony do modyfikacji własności powierzchni próbki ułatwiający adsorpcję wybranych molekuł oraz usuwania zanieczyszczeń z powierzchni próbki. 
Wymagania w zakresie wyposażenia dostarczanego wraz z napylarką 
1. Materiały zużywalne pozwalające na rozpoczęcie pracy na urządzeniu: min. jeden target metaliczny oraz pręty węglowe. 

Wymagania pozostałe:

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019. 
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	Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.

	Razem wartość brutto: 
	


             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 6. Dostawa nakrywarki do preparatów histopatologicznych z oprzyrządowaniem i wyposażeniem, instalacja i uruchomienie
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane*
	Producent, model* 
	J.m. 
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=(FxG)

	1.
	Wymagane parametry funkcjonalne i konstrukcyjne nakrywarki

1. Automat do zamykania preparatów histologicznych  na szkiełkach mikroskopowych podstawowych przy użyciu szkiełek nakrywkowych oraz różnych preparatów do zamykania.

2. Urządzenie przystosowane do współpracy z posiadaną barwiarką ST5020 w cyklu automatycznym, t.j. bez konieczności przenoszenia preparatów z barwiarki do nakrywarki (wyposażone w kompatybilną stację transferową służącą do  automatycznej komunikacji oraz integracji mechanicznej i elektronicznej z barwiarką histologiczną w celu pobierania koszyków ze szkiełkami).

3. Urządzenie musi zapewnić możliwość nakrywania szkiełek niezależnie, z pominięciem barwienia w module barwiącym.

4. Możliwość stosowania szkiełek nakrywkowych różnych rozmiarów: 22 – 24 mm x 40 – 60 mm.

5. Wydajność urządzenia minimum 300 szkiełek na godzinę.

6. Pojemność butelki na medium minimum 250 ml.

7. Urządzenie musi pracować z dostępnymi na rynku mediami do zaklejania.

8. Urządzenie musi mieć możliwość precyzyjnej regulacji objętości dozowanego medium.
9. Urządzenie musi posiadać możliwość precyzyjnej korekcji położenia ścieżki medium na szkiełku podstawowym w osiach X i Y za pomocą menu.

10. Urządzenie musi posiadać możliwość detekcji i pomijania uszkodzonych szkiełek nakrywkowych, bez konieczności przerywania procesu nakrywania.

11. Detekcja uszkodzonych szkiełek musi odbywać się na drodze testu mechanicznego, co minimalizuje awaryjność pracy układu poprzez wyeliminowanie złączy optyczno-elektronicznych.

12. Urządzenie musi posiadać system pochłaniania oparów wyposażony w filtr węglowy z możliwością podłączenia do zewnętrznej wentylacji.

13. Urządzenie musi być wyposażone w system informujący użytkownika o konieczności uzupełniania szkiełek nakrywkowych z pewnym możliwym do zaprogramowania wyprzedzeniem. (np. 20 szkiełek przed osiągnięciem fizycznego końca magazynka szkiełek nakrywkowych urządzenie informuje o konieczności jego uzupełnienia). 

Wymagania pozostałe:

1. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2019.
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	Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych.

	Razem wartość brutto: 
	


             .................., dnia …................. 

                                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………….

                                                                                                                                                                               (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta i modelu  oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów oraz producenta i modelu spowoduje odrzucenie oferty na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6

